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FOREWORD

ternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization c|
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of |EC/is to|
htional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and, electronic
hd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Jechnical Sped
ical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to
ation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee
subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatighal, governmental
mental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaboratg

nent between the two organizations.

rmal decisions or agreements of IEC on technical matters express,/as nearly as possible, an int
hsus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representatiol
Eted IEC National Committees.

ublications have the form of recommendations for intérnational use and are accepted by IEQ
ittees in that sense. While all reasonable efforts are_made to ensure that the technical contq
ations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used g
erpretation by any end user.

er to promote international uniformity, IEC _National Committees undertake to apply IEC Pu
arently to the maximum extent possiblesin®their national and regional publications. Any d
bn any |IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly in
ter.

5elf does not provide any attestation”of conformity. Independent certification bodies provide (
Ement services and, in some ar€as, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsib
bs carried out by independent-certification bodies.

brs should ensure that they have the latest edition of this publication.

bility shall attach to IEC-or its directors, employees, servants or agents including individual eX
ers of its technical.committees and IEC National Committees for any personal injury, property d
damage of any natlire whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal
ses arising out\'of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any
ations.

on is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publi
Ensablésfor the correct application of this publication.

on’is~drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the

patent

pmprising
promote
fields. To
ifications,
as “IEC
nterested
and non-
ks closely

he International Organization for Standardization (ISO) in accordahce” with conditions detefmined by

prnational
from all

National
nt of IEC
r for any

blications
vergence
dicated in

onformity

e for any

perts and
amage or
fees) and
pther IEC

cations is

bubject of

rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62604-1 has been prepared by IEC technical committee 49:
Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency
control, selection and detection.

NOTE

In this standard, SAW and BAW duplexers are treated simultaneously because both duplexers are used in

the same manner especially in mobile phones and have the same requirements of characteristics, test method and
SO on.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
49/1143/FDIS 49/1160/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62604 series, published under the general title: Surface acoustic
wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) duplexers of assessed quality, can be found on
the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data

related

to the specific publication. At this date, the publication will be

e reconfirmed,

e withdrawn

e repl

ced by a revised edition, or

e amepded.

IMPOR

TANT — The 'colour inside' logo on the cover page of this'publication infdicates

that if contains colours which are considered to be _useful for the fgorrect
understanding of its contents. Users should therefore print_this document ysing a
colour jprinter.
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SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) AND
BULK ACOUSTIC WAVE (BAW) DUPLEXERS
OF ASSESSED QUALITY -

Part 1: Generic specification

1 Scope

This pa
BAW dJ
proceduy

2 Nol

The foll
are indi
undated

t of IEC 62604 specifies the methods of test and general requirements for S
plexers of assessed quality using either capability approval or qualification3
res.

mative references

bwing documents, in whole or in part, are normatively referenced in this docun

references, the latest edition of the referenced-” document (includi

amendnpents) applies.

IEC 600

IEC 600
www.eld

IEC 600
IEC 600
IEC 600
IEC 600

IEC 600
guidanc

IEC 600

27 (all parts), Letter symbols to be used in eleétrical technology

50 (all parts), |International Electrotechnical Vocabulary (availa
ctropedia.org)

68-1:2013, Environmental testing<<Part 1: General and guidance

68-2-1, Environmental testing = Part 2-1: Tests — Test A: Cold

68-2-2, Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test B: Dry heat

68-2-6, Environmental testing — Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoida

68-2-7, BaSi¢' environmental testing procedures — Part 2-7: Tests — Test
. Acceleration, steady state

68-2-13, Basic environmental testing procedures — Part 2-13: Tests — Test M:

a)

AW and
pproval

ent and

spensable for its application. For dated references, only¢the” edition cited applies. For

g any

ble  at

N—

Ga and

Low air

pressure

IEC 60068-2-14, Environmental testing — Part 2-14: Tests — Test N: Change of temperature

IEC 60068-2-17:1994, Basic environmental testing procedures — Part 2-17: Tests — Test Q:

Sealing

IEC 60068-2-27, Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Shock

IEC 60068-2-30, Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic

(12 h +

12 h cycle)

IEC 60068-2-31, Environmental testing — Part 2-31: Tests — Test Ec: Rough handling shocks,
primarily for equipment-type specimens
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IEC 60068-2-45, Basic environmental testing procedures — Part 2-45: Tests — Test XA and

guidanc

e: Immersion in cleaning solvents

IEC 60068-2-52, Environmental testing — Part 2-52: Tests — Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium

chloride

solution)

IEC 60068-2-58, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test methods for
solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface

mountin

g devices (SMD)

IEC 60068-2-64, Environmental testing — Part 2-64: Tests — Test Fh: Vibration, broad-band

random

and guidance

IEC 600
state

IEC 601
IEC 606

IEC 606
selectio
conditio

IEC 606
Apparat,

IEC 607
Electrod
CDM)

IEC 610

68-2-78, Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Dampcheat

22-1, Quartz crystal units of assessed quality — Part 1: Generic specification
17, Graphical symbols for diagrams (available at http://std.iec:eh/iec60617)

42, Piezoelectric ceramic resonators and resonator units for frequency con
n — Chapter I: Standard values and conditions ~ ‘Chapter Il: Measuring 4
s

95-11-5, Fire hazard testing — Part 11-5: Test flames — Needle-flame test m
s, confirmatory test arrangement and guidahce

49-281, Semiconductor devices — mechanical and climatic test methods —
tatic Discharge (ESD) Sensitivity (festing direct contact charged device modg

00-4-2, Electromagnetic.compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and meas

techniqlies — Electrostatic discharge immunity test

IEC 613
Human

IEC 613
Machind

IEC 627

40-3-1, Electrostaties — Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic €
pody model (HBM) electrostatic discharge test waveforms

40-3-2, Electrostatics — Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic €
model (MM) electrostatic discharge test waveforms

steady

frol and
nd test

ethod —

Part 28:
el (DC-

irement

ffects —

ffects —

ic wave

(SAW) &

IEC 800

61 Guidelines for the measurement method of nonlinearity for surface acous

00 (all parts), Quantities and units

ISO 80000 (all parts), Quantities and units

3 Ter

31 T

For the

ms, definitions, units and symbols

erms and definitions

purposes of this document, the following terms and definitions apply.

1 Tobe

published.
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General terms

acoustic wave

acoustic wave, propagating along a surface of an elastic material, whose amplitude decays
exponentially with the depth

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.1.1, modified — In the definition, "elastic substrate" has
been replaced with "elastic material" and "substrate depth" has been replaced with "the

depth".]

3.1.1.2

surface| acoustic wave filter
SAW filter
filter chlaracterized by one or more surface acoustic wave transmission line/or r|

esonant

ickness

ctrodes

ectrode
e on a

elemenfts, where the surface acoustic wave is usually generated by an interdigital trapnsducer
and propagates along a material surface

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.1.2, modified]

3113

bulk acpustic wave

BAW

acoustig wave, propagating inside an elastic material andvthen traversing the entire th
of the bulk

3.1.1.4

bulk acpustic wave filter

BAW fiIJ;er

filter characterized by a bulk acoustic wave which is usually generated by a pair of elg
and propagates along a thickness direction

3115

film bulk acoustic resonator

FBAR

thin film| BAW resonator consisting of a piezoelectric layer sandwiched between two e
layers with stress-freé t0p and bottom surface supported mechanically at the edg

substrafe with cavity structure as shown in Figure 1 or membrane structure as an example

Note 1 to

entry: «This note applies to the French language only.

Electrodes

AN

Sto

3.1.1.6
solidly
SMR

% 5

p etching layer ——»

) Substrate
Cavity

Figure 1 — FBAR configuration

mounted resonator

\’ +—— Piezoelectric layer

IEC

BAW resonator, supporting the electrode/piezoelectric layer/electrode structure by a
sequence of additional thin films of alternately low and high acoustic impedance with quarter
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wavelength layer, these layers acting as acoustic reflectors and decoupling the resonator
acoustically from the substrate, as shown in Figure 2 as an example

Note 1 to

Low impedance layer

High impedance layer

entry:  This note applies to the French language only.

Electrodes \

\ <+—1—Piezoelectric lay

e

er

} Al4 reflector layers

3.1.2

3.1.2.1
referen
frequen

[SOURC

3.1.2.2
insertiag

logarithmic ratio of the power delivered diregtly to the load impedance before insertio

duplexe

[SOUR(
with "du

3.1.2.3

nomina’t insertion attenuation

insertio
[SOURC(

3.1.2.4

Ol ottt
YUVolralc

Figure 2 — SMR configuration

Response characteristics related terms

ce frequency
Cy defined by the specification to which other frequéncies may be referred

E: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.3]

n attenuation

I to the power delivered to the load<mpedance after insertion of the duplexer

E: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.6,”"modified — In the definition, "filter" has been r
plexer".]

attenuation at’ a,specified reference frequency

E: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.7]

relative

differenCebetweenm the attenuatiom at=a givern frequency and the attenuatiom at the e

attenuation

EC

n of the

eplaced

frequency

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.8]

3.1.2.5

pass band
band of frequencies in which the relative attenuation is equal to or less than a specified value

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.9]

3.1.2.6

pass bandwidth
separation of frequencies between which the relative attenuation is equal to or less than a
specified value

ference
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[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.10]

3.1.2.7

pass band ripple
maximum variation in attenuation characteristics within a specified pass band

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.11]

3.1.2.8

minimum insertion attenuation
minimum value of insertion attenuation in the pass band

[SOURC

3.1.2.9
maximy

E: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.13]

m insertion attenuation

maximum value of insertion attenuation in the pass band

[SOUR(

3.1.2.10
stop ba
band of
value

[SOURC

3.1.2.11
stop ba
separati
specifie

[SOURC

3.1.2.12
stop ba
minimur]

3.1.2.13
group d
time eq

E: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.14]

nd

E: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.15]

ndwidth
on of frequencies between which-the relative attenuation is equal to or greate
i value

E: IEC 60862-1:2003, 2.2.:2.16]

nd rejection
h relative attenuation at a specified stop band

elay
Lal to/the first derivative of the phase shift, in radians, with respect to the

frequencies in which the relative attenuation is-equal to or greater than a specified

r than a

angular

frequen

LY

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.18]

3.1.2.14
trap frequency
specified frequency at which the relative attenuation is equal to or greater than a specified

value

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.21]

3.1.2.15
trap attenuation

relative

attenuation at a specified trap frequency
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[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.22]

3.1.2.16

transition band

band of frequencies between the cut-off frequency and the nearest point of the adjacent stop
band

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.23]

3.1.2.17
reflectivity
dimensionless measure of the degree of mismatch between two impedances Z, and Z,.:

Za_Zb
Za+Zp

where 7, and Z, represent, respectively, the input and source impedance or the oufput and
load impedance

Note 1 tolentry: The absolute value of reflectivity is called the reflection coefficient.

3.1.2.18
return attenuation
value off the reflection coefficient given by the sign changed expression in decibels:

Za _Zb

—20 log
Za +Zb

dB

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.25, modified]

3.1.2.19
input level
power, Yyoltage or current value\applied to the input port of a duplexer

[SOURCE: IEC 60862-12003, 2.2.2.29, modified — In the definition, "input terminal pair of a
filter" hgs been replaced)with "input port of a duplexer".]

3.1.2.20
output |evel
power, Yoltage or current value delivered to the load circuit

[SOURCE: TEC B0862-1T:2003, Z.Z.Z.30, modified — In the definition, "Toad"” has been
replaced with "load circuit".]

3.1.2.21
nominal level
power, voltage or current value at which the performance measurement is specified

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.31]

3.1.2.22

input impedance

impedance presented by the duplexer to the signal source when the output is terminated by a
specified load impedance
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[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.32, modified — In the definition, "filter" has been
replaced with "duplexer".]

3.1.2.23

output impedance

impedance presented by the duplexer to the load when the input is terminated by a specified
source impedance

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.33, modified — In the definition, "filter" has been
replaced with "duplexer".]

3.1.2.24
termindting impedance
impedance presented to the duplexer by the source or by the load

[SOURCQE: IEC 60862-1:2015, 3.1.2.35, modified — In the definition, "filter" hgs been
replaced with "duplexer".]

3.1.2.25
operating temperature range
range of temperatures, over which the SAW or BAW duplexer will function while maintaining
its spec|fied characteristics within specified tolerances

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.37, modified — Inythe definition, "SAW filter" has been
replaced with "SAW or BAW duplexer".]

3.1.2.24
intermqgdulation distortion
IMD
non-lingar distortion of a device responsescharacterized by the appearance of frequencies at
the outgut which is equal to the differences (or sums) of integral multiples of the two jor more
compongnt frequencies present at the‘input

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.41, modified — The abbreviation "IMD" has beer added.
In the definition, "SAW transducer or filter" has been replaced with "device".]

Note 1 tolentry:  This note(applies to the French language only.

3.1.2.27
duplex jmage frequency

Joim
undesired input frequency that is converted to the receiving frequency (fg) by subtracting it

from twicethe transmitting frequency (2f7)

Joim = 2/t - /R

3.1.2.28

isolation

isolation from TX port to RX port

leakage power ratio from the TX port to the RX port in a duplexer

Note 1 to entry: Figure 3c gives an example of isolation response.

3.1.2.29

guard band

unused part of the radio spectrum between radio bands, for the purpose of preventing
interference
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3.1.3 SAW and BAW duplexers related terms

3.1.31

duplexer

device used in the frequency division duplex system, which enables signal to be received and
transmitted through a common antenna simultaneously

3.1.3.2
diplexer
device which separates composite signals into two parts of two frequency domains

Note 1 to entry: This can be used to combine signals in two frequency domains into composite signals, in reverse.

3.1.3.3
TX filter
filter use¢d in a transmitter part to eliminate unnecessary signals

Note 1 tolentry: This is a basic part of a duplexer.

Note 2 tolentry:  Figure 3a gives an example of TX filter response.

3.1.34
RX filtey
filter usg¢d in a receiver part to eliminate unnecessary signals

Note 1 tolentry: This is a basic part of a duplexer.

Note 2 tolentry:  Figure 3b gives an example of RX filter respanse.

3.1.3.5
phase shifter
device Which changes the phase of signals;not the frequency of them

Note 1 tolentry: This is a basic part of a duplexer.

3.1.3.6
stress migration
phenoni;non of electrode defect caused by stress corresponding to distortion proportional to
the input power in the resenator
3.1.3.7
breakdown

phenomlenon of(failure by insulation breakdown when applying high power

3.1.3.8
void
vacancy in the IDT electrode caused by stress migration resulting from diffusing and/or
transfer of metal atoms forming part of the electrode

3.1.3.9

hillock

projection on the side or upper surface of the electrode caused by stress migration resulting
from diffusing and/or transfer of metal atoms forming part of the electrode
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Figure 3a — Basic TX filter response example of SAW and BAW duplexers
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Figure 3b — Basic RX\filter response example of SAW and BAW duplexers

|fRI

<«— Atjenuation\(dB)
—

L |

Frequency
IEC

Figure 3c — Basic isolation response example of SAW and BAW duplexers

Figure 3 — Frequency response of SAW and BAW duplexers
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nits and graphical symbols

Units, graphical symbols, letter symbols and terminology shall, wherever possible, be taken
from the following International Standards:

- |EC 60027;
— |EC 60050-561;
- |IEC 60617;
- |EC 60642;
- |IEC 60122-1;
— |EC 80000;
— 1S0[80000.
4 Order of precedence of documents
Where gny discrepancies occur for any reason, documents shall rank inthe following jorder of
precedence:
— the detail specification;
— the gectional specification;
— the generic specification;
— any pther international documents (for example, of the”lIEC) to which reference is made.
The same order of precedence shall apply to equivalent national documents.
5 Preferred values for ratings and characteristics
5.1 (Qeneral
Values should be chosen from subclauses 5.2 to 5.8 unless otherwise stated in the detail
specification.
5.2 Nominal frequency bands
Table 1[shows the frequéncy allocation of typical UMTS bands.
Table 1 — Frequency allocation of typical UMTS bands
Band Transmitting frequency Receiving frequendy
Mz Mz

| 1920 to 1 980 2110to 2 170

I 1850to 1910 1930 to 1 990

m 1710to 1785 1805 to 1 880

\Y 1710to 1755 2110to 2 155

v 824 to 849 869 to 894

Vil 880 to 915 925 to 960

5.3 Operating temperature ranges, in degrees Celsius (°C)
-45 to +125
-40 to +85

-30 to +85
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-20to +75
-20 to +70
-10 to +60
0 to +60

—-17 =

Other temperature ranges may be used but the lowest temperature should be not lower
than -60 °C and the highest temperature should not exceed 125 °C

5.4 Climatic category

e 40/085/56 (climatic categories are given in accordance with Annex A of IEC 60068-1:2013):
1 1

for ramic anclaciienc
o CTrCTrosutrtoT

For fequirements where the operating temperature range of the SAW and BAW. d\Ianexers

is greater than —40 °C to +85 °C, a climatic category consistent with the o
temperature range shall be specified.

e 20/085/21 (climatic categories are given in accordance with Annex A of JEC 60068

for plastic packages.

5.5 Bump severity

perating

1:2013):

(4 000 4 10) bumps at 400 m/s2 peak acceleration in each«diréction along three mutually

perpendicular axes (see 8.6.5).
Pulse duration: 6 ms.

5.6 \V|ibration severity

a) Sinupoidal

10 Hz tq 55 Hz

0,75 mm displacement amplitude

(peak value)

55 Hz tg 500 Hz or 55 Hz to\2 000 Hz
100 m/sP acceleration amplitude
(peak value)

or
10 Hz tq 55Hz

1,5 mm|displacement amplitude

30 min in each of three
mutually perpendicular axes

at 1 octave/min (see 8.6.6)

(peak value)

55 Hz to 2 000 Hz
200 m/s2 acceleration amplitude

(peak value)

b) Random
(19,2 m/s2)2/Hz between
20 Hz and 2 000 Hz

62 m/s? acceleration

30 min in each of three
mutually perpendicular axes

at 1 octave/min (see 8.6.6)

30 min in each of three
mutually perpendicular axes

at 1 octave/min (see 8.6.6)
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or
(19,2 m/s2)2/Hz between 30 min in each of three
20 Hz and 2 000 Hz mutually perpendicular axes
196 m/s? acceleration at 1 octave/min (see 8.6.6)
or
(48 m/s2)2/Hz between 30 min in each of three
20 Hz et 2 000 Hz mutually perpendicular axes
314 m/s2 acceleration at 1 octave/min (see 8.6.6)
5.7 Shock severity
1 000 n}/s? peak acceleration for 6 ms duration; three shocks in each ditection alof
mutually perpendicular axes (see 8.6.7), half sine pulse, unless otherwise)stated in th
specification.
5.8 Fjne leak rate
10~ Palcm3/s (10-6 bar cm3/s)
10-3 Palcm3/s (10-8 bar cm3/s)
6 Marking
6.1 Duplexer marking
Surface|acoustic wave and bulk acoustic wave duplexers shall be clearly and durably
(see 8.6.17) along with items a) to.g) in the order given below and, if possible, with g
of the remaining items as considered necessary:
a) typeldesignation as defined in the detail specification;
b) nomjnal frequency inimegahertz (MHz);
c) year|and week of manufacture;
d) mark of conformity (unless a certificate of conformity is used);
e) factgry identification code;
f) manpfacturer’'s name or trademark;
g) termlinal’identification (if applicable):
h) designation of electrical connections (if applicable);

i)
)

serial number (if applicable);

surface mounted device classification (if applicable).

g three
e detail

marked
S many

Where the available surface area of miniature SAW and BAW duplexers imposes practical
limits on the amount of marking, instructions on the marking to be applied shall be given in
the detail specification.

6.2

P

ackage marking

The primary packaging containing the SAW and BAW duplexers shall be clearly marked with
the information listed in 6.1, except item g), and electrostatic sensitive device identification
where necessary.
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7 Quality assessment procedures

7.1

General

Two methods are available for the approval of SAW and BAW duplexers of assessed quality:
capability approval and qualification approval.

7.2

Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture for a SAW or BAW duplexer is the final surface cleaning of
substrates.

7.3

The grouping of structurally similar SAW and BAW duplexers for the purpose of.qual
approvdl, capability approval and quality conformance inspection shall be prescribe
relevan{ sectional specification.

7.4

These procedures shall be in accordance with the specified qualjtysassessment systen.

Howevelr, the final surface cleaning of the substrate and all.subsequent processes
carried put by the manufacturer to whom approval has beet.granted.

7.5

Where the final component contains components<of a type covered by a generic spec
in the IHC series, these shall be produced using'the normal IEC release procedures.

7.6

To obtajn the manufacturer’s appreval, the manufacturer shall meet the requirement
specified quality assessment system.

7.7
7.71

To qualify a SAW or BAW duplexer, either capability approval or qualification 3
procedures may he used. These procedures conform to those stated in the specifieq
assessment system.

7.7.2

Sitructurally similar components

Sjubcontracting

ncorporated components

Manufacturer’s approval

Approval procedures

General

ification
d in the

shall be

ification

5 of the

pproval
quality

cihabili :

Capability approval is appropriate when structurally similar SAW and BAW duplexers based
on common design rules are fabricated by a group of common processes.

Under capability approval, detail specifications fall into the following three categories:

a) Capability qualifying components (CQCs)

A detail specification shall be prepared for each CQC. It shall identify the purpose of the
CQC and include all relevant stress levels and test limits.

b) Standard catalogue items

When a component covered by the capability approval procedure is intended to be offered
as a standard catalogue item, a detail specification complying with the blank detail
specification shall be written.

c¢) Custom built SAW and BAW duplexers
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The content of the detail specification shall be by agreement between the manufacturer
and the customer in accordance with the specified quality assessment system.

Further information on detail specifications is contained in the sectional specification.

The product and capability qualifying components (CQCs) are tested in combination and
approval given to a manufacturing facility on the basis of validated design rules, processes
and quality control procedures. Further information is given in 7.8 and in the sectional
specification.

7.7.3 Qualification approval

Qualification appluva: S dIJIJIUIJIidtU for components manufactored—to—a—standard u'c\.ign and
established production process and conforming to a published detail specification.

The programme of tests defined in the detail specification for the appropriatejassessment and
severity| level applies directly to the SAW or BAW duplexer to be qualified,”as presdribed in
7.9 and|the sectional specification.

7.8 Procedures for capability approval
7.8.1 General

The prqcedures for capability approval shall be in accordance with the specified quality
assessment system.

7.8.2 Eligibility for capability approval

The manufacturer shall comply with the requitements of the specified quality ass¢ssment
system pnd the primary stage of manufacture\as defined in 7.2.

7.8.3 Application for capability approval

In ordef to obtain capability approyal, the manufacturer shall apply the rules of prpcedure
given in[the specified quality assessment system.

7.8.4 Granting of capability approval

Capabillty approval shall be granted when the procedures in accordance with the specified
quality gssessment'system have been successfully completed.

7.8.5 Capability manual

The coptents of the description of capability manual shall be in accordance with the
requirements of the seciional specification.

The capability manual shall be treated as a confidential document. The manufacturer may, if
he so wishes, disclose part or all of it to a third party.

7.9 Procedures for qualification approval
7.91 General

The procedures for qualification approval shall be in accordance with the specified quality
assessment system.

7.9.2 Eligibility for qualification approval

The manufacturer shall comply with the requirements of the specified quality assessment
system and the primary stage of manufacture as defined in 7.2.
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7.9.3 Application for qualification approval

In order to obtain qualification approval, the manufacturer shall apply the rules of procedure
given in the specified quality assessment system.

7.9.4 Granting of qualification approval

Qualification approval shall be granted when the procedures in accordance with the specified
quality assessment system have been successfully completed.
7.9.5 Quality conformance inspection

The bla k _dataill cnacification ~conniatad (\aith +

1 o_cop
T O ot o P e oo ot o aooooTTatc O it trio—oTT

yaH—preseribe the
test schedule for quality conformance inspection.

7.10 Test procedures

The tes} procedures to be used shall be selected from Clause 8. If any_required test is not
included then it shall be defined in the detail specification.

7.11 Sicreening requirements

Where gcreening is required by the customer for SAW and\BAW duplexers, this shall be
specifief in the detail specification.

7.12 Rework and repair work
7.12.1 | Rework

Rework|is the rectification of processing errors and shall not be carried out.

7.12.2 | Repair work

Repair work is the correction of defects in a component after release to the customer.

Components that have been ‘repaired can no longer be considered as representative of the
manufagturer's productionsand may not be released under the specified quality ass¢ssment
system.

7.13 Certified records of released lots

When cprtifiedxecords of released lots (CRRL) are prescribed in the sectional spedification
for qualification approval and are requested by the customer, the results of the specified tests
shall be[sutrmarized.

7.14 Validity of release
SAW and BAW duplexers held for a period exceeding two years following acceptance

inspection shall be reinspected for the electrical tests detailed in 8.5.1 with a sample tested
as described in 8.5.3, prior to release.

7.15 Release for delivery

SAW and BAW duplexers shall be released in accordance with the specified quality
assessment system.

7.16 Unchecked parameters

Only those parameters of a component which have been specified in a detail specification and
which were subject to testing can be assumed to be within the specified limits. It should not
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be assumed that any parameter not specified will remain unchanged from one component to
another. Should it be necessary for further parameters to be controlled, then a new, more
extensive, detail specification should be used. The additional test method(s) shall be fully
described and appropriate limits, acceptable quality limits (AQLs) or defects per million and
inspection levels specified.

8 Test and measurement procedures

8.1 General

The test and measurement procedures shall be carried out in accordance with the relevant
detail specification

8.2 Tlest and measurement conditions
8.2.1 Standard conditions for testing

Unless |otherwise specified, all tests shall be carried out under the Gtandard atmgspheric
conditiops for testing as specified in 4.3 of IEC 60068-1:2013:

Temperature 15 °C to 35 °C

Relativg humidity 45 % to 75 %

Air pressure 86 kPa to 106 kPa
(860 mbar to 1 060 mbar)

In case pof dispute, the referee conditions are:

Temperature 25°C+1°C
Relativg humidity 48 % to 52 %
Air prespure 86 kPa to. 106 kPa

(860 mbar « . to 1 060 mbar)

Before measurements are made, the SAW or BAW duplexer shall be stored at the megasuring
temperdture for a time sufficient to allow the SAW or BAW duplexer to reach |thermal
equilibrium. Controlled recovery conditions and standard conditions for assisted drying are
given in[4.4 of IEC 60068-1:2013.

The ampient temperature during the measurements shall be recorded and stated in fhe test
report.

8.2.2 Precision of measurement

The limits given in detail specifications are true values. Measurement inaccuracies shall be
taken into account when evaluating the results. Precautions shall be taken to reduce
measurement errors to a minimum.

8.2.3 Precautions
8.2.3.1 Measurements

The measurement circuits shown for specified electrical tests are the preferred circuits. Due
allowance shall be made for any loading effects in cases where the measuring apparatus
modifies the characteristics being examined.

8.2.3.2 Electrostatic sensitive devices

Where the component is identified as electrostatic sensitive, precautions shall be taken to
prevent damage from static charge before, during and after test (see IEC 61000-4-2).
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Alternative test methods

Measurements shall preferably be carried out using the methods specified. Any other method
giving equivalent results may be used except in case of dispute.

NOTE By “equivalent” is meant that the value of the characteristic established by such other method falls within

the specif
83 V
8.3.1

ied limits when measured by the specified method.
isual inspection

General

Unless otherwise specified, external visual examination shall be performed under normal

factory lghtimg—=amd-visuatconditions:

8.3.2

The SA
workma

8.3.3

The SA
deterior

8.4 Dimensions test

The dim

85 E
8.5.1

8.5.1.1

The simlplest and most popular-method of testing SAW and BAW duplexers is to use

port ne
therefor
conside

The me
method
the app
multi-pg
schema

Visual test A

W or BAW duplexer shall be visually examined to ensure that the cq
hship and finish are satisfactory. The marking shall be legible.

Visual test B

IV or BAW duplexer shall be visually examined. There shall be no corrosion
btion likely to impair satisfactory operation. The marking shall be legible.

ensions shall be measured and shall comply. with the specified values.

lectrical test procedures
S parameters measurement

Principle of measurement

fwork analyzer. The .system impedance of such equipment is usually 50
e, the termination.condition between the duplexer and the equipment ha
red if necessary.

bsurement-method shall be basically performed in accordance with the meas
of IEC 60862-1. However, in the evaluation of the duplexer, the instructions
icationnnotes from the manufacturer should be considered. Since the duple
rt device, it is recommended to use multi-port network analyzers. Figure 4 5
lic\diagram of a 4-port network analyzer, as an example.

ndition,

or other

a multi-
Q and,
5 to be

Lrement
given in
Xer is a
thows a

However, a conventional 2-port network analyzer can also be used for measuring the
characteristics between any two ports chosen from three ports of the duplexer with a 50 Q
termination of the un-chosen port. A vector voltmeter or other duplexer test equipment can

also be

used instead of the network analyzer.

Figure 4 shows a schematic diagram of duplexer characteristics, as an example. The
scattering matrix elements, i.e. S parameters, Sy, S3; and S35, are complex numbers and
correspond to TX characteristics, RX characteristics and isolation between TX and RX ports,

respecti

vely, in this case.
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Network analyzer

Source

Fa
@

Ti (D)4 (13

Transfer switch

&
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et VJT et
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8.5.1.2

Duplexsg

impedance. In these cases, the d¢mpedance matching networks are necessary in

fixture,
Any por

8.5.1.3

Before
made in
The full

Q (@)
Port 1 I:I Port 2 |:| Port 3 [H Port 4

Ant. TX
— —
Duplexer
—
RX

IEC
Figure 4 — S parameters measurement
Duplexer test fixture

rs sometimes have terminating-impedance different from that of the equipment

br for calculation of impéedance transformation.
of the test fixtureshall be well-shielded from the other ports.

Measurement method

connecting* the duplexer test fixture, a calibration of the network analyzer
order-to eliminate systematic error in the network analyzer, cable and con
three-port calibration technique may be the best method to compensate for syj

system
the test

shall be
hectors.
stematic

errors

i.e;presenting open-circuit impedance, short-circuit impedance and the rg

ference

impedance, normally 50 Q, and through standards at the ends of test cable connectors and
storing the measured values for correction of duplexer impedance measurement.) After
calibration, connect the duplexer test fixture at the place indicated in Figure 4. Connect a
duplexer to the test fixture, then a scattering matrix (S parameters) of the duplexer can be
achieved from the network analyzer.

8.5.1.4

Insertion attenuation, return attenuation and isolation measurement

Insertion attenuation, return attenuation and isolation of a duplexer can be calculated from the
measured scattering matrix (S parameters). If terminating impedances of all ports of the
duplexer under test are equal to the system impedance of the test equipment, calculation is
very simple such as,

Insertion attenuation between TX and antenna ports —-20 log |S12| dB

Insertion attenuation between antenna and RX ports —20 log |S31\ dB
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Isolation between TX and RX ports —20 log|S3,| dB
Return attenuation of port i (i = 1,3) —20 log|S;| dB
8.5.1.5 Phase and group delay measurement

Phase of any transmission or reflection characteristic can be calculated from the related
complex S parameter. Group delay can be determined using the phase difference between two

measuring frequencies as described in 5.5.4.1 of IEC 60862-1:2003.

8.5.2 Intermodulation distortion measurement

Refer totHEC62+64-

8.5.3 Insulation resistance

Insulatign resistance shall be measured by means of direct voltage as specified in the detail
specification. This voltage is applied between:

a) the terminations;

b) the ferminations connected together and the metal portion of the/case (if any).

Insulatign resistance shall be not less than the value specified in the relevant detail
specification.

8.5.4 Voltage proof

The duplexer shall pass the following tests without evidence of arcing, flashover, inisulation
breakdgwn or damage.

An alterhating voltage of specified value shall be applied for a period of 5 s between:

a) the {erminations;

b) the {erminations connected tegether and the metal portion of the case (if any).

8.6 Mechanical and environmental test procedures

8.6.1 Sealing tests((non-destructive)

8.6.1.1 Gross(leak test

This tesft shalkbe performed in accordance with the procedure specified in test method 1 or 2

of Test

Nc-of IEC 60068-2-17.

a) Met

10d 1

The liquid shall be degassed water and the pressure of air above the water shall be
reduced to 8,5 kPa (85 mbar) or less, and it shall not be necessary to drain or remove the
specimen from the water before breaking the vacuum.

b) Method 2

The detail specification shall define the temperature at which the liquid shall be
maintained.

The immersion time shall be 30 s, unless otherwise specified in the relevant detail
specification.

During the test there shall be no evidence of leakage of gas or air from the inside of the
SAW or BAW duplexer. The continuous formation of bubbles shall be evidence of leakage.

After the test, there shall be no visible damage to the duplexer.
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8.6.1.2 Fine leak test

The test shall be performed in accordance with 6.4, Test method 1 of Test Qk of
IEC 60068-2-17:1994.

Unless otherwise stated in the detail specification, the pressure in the pressure vessel shall
be 200 kPa (2 bar). However, the pressure shall be chosen so as not to cause mechanical
damage to the device under test.

The maximum leak rate shall not exceed the value stated in 6.6 of IEC 60068-2-17:1994,
unless otherwise stated in the detail specification.

8.6.2 Soldering (solderability and resistance to soldering heat) (destructive)
8.6.2.1 Solderability

This test shall be performed in accordance with Test Td of IEC 60068-2-58 for |surface
mounting devices. The terminations shall be examined for good wetting.

8.6.2.2 Resistance to soldering heat

This test shall be performed in accordance with Test Td ,of VMEC 60068-2-58 for |surface
mounting devices.

8.6.3 Rapid change of temperature: severe shock by liquid immersion (non-
destructive)

The tes} shall be performed in accordance with>Test Nc of IEC 60068-2-14. The dyplexers
shall be[subjected to one cycle in a downwardxdirection from (98 + 3) °C for 15 s to (1|+ 1) °C
for 5 s.

8.6.4 Rapid change of temperature,with prescribed time of transition (non-
destructive)

The tes{ shall be performed in accordance with Test Na of IEC 60068-2-14.

The low and high test .chamber temperatures shall be the extreme temperatureqd of the
operatirlg range statedsin-the detail specification.

The SAW or BAW duplexer shall be maintained at each extreme of temperature for |30 min,
unless gtherwise specified in the detail specification.

The SAW<.©or BAW duplexer shall be subjected to five complete thermal cycles apd then
s . »

exposec tc Sta.“. for FECOVEFrY for nat lacc {-!nnn 2

d atm o
Tt oo+ Yy TO 1ot eSS triant

8.6.5 Bump (destructive)

The test shall be performed in accordance with Test Ea of IEC 60068-2-27.

NOTE Bump test means repetitive shock test in comparison with non-repetitive shock test specified in 8.6.7.

The SAW or BAW duplexer shall be mounted or clamped as required by the detail
specification. The three mutually perpendicular axes in which the bump is to be applied shall
include:

— an axis perpendicular to the base of the SAW or BAW duplexer;
— an axis parallel to the base of the SAW or BAW duplexer.

The degree of severity shall be as stated in the detail specification.
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Vibration (destructive)

Vibration (sinusoidal) (SAW or BAW duplexer not operating)

The test shall be performed in accordance with Test Fc of IEC 60068-2-6.

The SAW or BAW duplexer shall be mounted or clamped as required by the detail
specification. The three mutually perpendicular axes in which the acceleration is to be applied
shall include:

— an axis perpendicular to the base of the SAW or BAW duplexer;

— an axis parallel to the base of the SAW or BAW duplexer.

The ded

8.6.6.2

The tes

energizéd and electrical tests, as defined in the detail specification, shalllbe performed.

The ded

8.6.6.3

The test

The SA
specific
shall ing

ree of the severity shall be stated in the detail specification.

Vibration (sinusoidal) (SAW or BAW duplexer operating)

t shall be as specified in 8.6.6.1, except that during the test the“duplexer

ree of severity shall be stated in the detail specification.

Random vibration (SAW or BAW duplexer not operating)

shall be performed in accordance with Test Fh-of IEC 60068-2-64.

W or BAW duplexer shall be mountedior clamped as required by th
btion. The three mutually perpendicular_aXes in which the acceleration is to be
lude:

— an aEis perpendicular to the base of the"SAW or BAW duplexer;

— ana

The def
range a

8.6.6.4

The tes

energizeéd and electrical tests, as defined in the detail specification, shall be performed.

8.6.7

is parallel to the base of the.SAW or BAW duplexer.

nd the duration.

Random vibration (SAW or BAW duplexer operating)

I shall be as\specified in 8.6.6.3, except that during the test the duplexer

Shock (destructive)

The test

shall be performed in accordance with Test Ea of IEC 60068-2-27.

shall be

b detail
applied

ail specification shall state the acceleration spectral density (ASD), the fr¢quency

shall be

The SAW or BAW duplexer shall be mounted or clamped as required by the detail
specification. The three mutually perpendicular axes in which the shock is to be applied shall

include:

— ana

— ana

xis parallel to the terminations;
xis parallel to the base of the SAW or BAW duplexer.

The degree of severity shall be as stated in 5.7, unless otherwise stated in the detail
specification.

8.6.8

Free fall (destructive)

The test shall be performed in accordance with Procedure 1 of Test Ec of IEC 60068-2-31.
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The SAW or BAW duplexer shall be suspended by its terminations at a height of
1 000 mm + 5 mm and dropped onto a base, the material of which shall be defined in the
detail specification. The number of falls shall be two, unless otherwise stated in the detail
specification.

8.6.9 Acceleration, steady state (non-destructive)
8.6.9.1 Acceleration, steady state (duplexer not operating)

The test shall be performed in accordance with Test Ga of IEC 60068-2-7.

The SAW or BAW duplexer shall be mounted or clamped as required by the detail

specificgtionm—T e procedure amd severity strattbeas stated i thedetait-specification:

8.6.9.2 Acceleration, steady state (duplexer operating)

The test shall be as specified in 8.6.9.1, except that during the test the,duplexer shall be
energizeéd and electrical tests, as defined in the detail specification, shall. be performed.

The progedure and severity shall be as stated in the detail specification.

8.6.10 [ Low air pressure (non-destructive)

This tedt shall be performed in accordance with Test M~of IEC 60068-2-13. The pregsure in
the chamber shall be reduced to 25 kPa for a duration’of’2 h, unless otherwise stategd in the
detail specification.

8.6.11 [ Dry heat (non-destructive)

The tes} shall be performed in accordance;with Test Bb of IEC 60068-2-2. The conditioning
shall be carried out at the upper temperature indicated by the climatic category for a furation
of 16 h,[unless otherwise stated in the detail specification.

8.6.12 [ Damp heat, cyclic (destructive)

This tegt shall be performed in accordance with Test Db, Variant 1 of IEC 60068-P-30, at
severity|b), 55 °C for six eycles.

8.6.13 | Cold (non:-destructive)

This test shall (be' performed in accordance with Test Ab of IEC 60068-2-1 at thie lower
temperdture indicated by the climatic category for a duration of 2 h, unless otherwise gtated in
the detdil specification.

8.6.14 Climatic sequence (destructive)

The test and measurements shall be performed in the following order:

Dry heat see 8.6.11;

Damp heat, cyclic see 8.6.12 (first cycle only);
Cold see 8.6.13;

Low air pressure see 8.6.10 (when applicable);

Damp heat, cyclic see 8.6.12 (remaining five cycles).

In the climatic sequence, an interval of not more than 3 days is permitted between any of
these tests, except between the damp heat cyclic (first cycle) and cold test.
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In such a case, the cold test shall follow immediately after the recovery period specified for

the dam

8.6.15

p heat test.

Damp heat, steady state (destructive)

This test shall be performed in accordance with Test Cab of IEC 60068-2-78, for the
appropriate climatic category stated in 5.4.

8.6.16

Salt mist cyclic (destructive)

This test shall be performed in accordance with Test Kb of IEC 60068-2-52. Severity 1 shall

be used

unless otherwise stated in the detail specification.

8.6.17
This tes
this test

detail s
materia

The ma

8.6.18

This tesft shall be performed in accordance with IEC 606958-11-5. The detail specificati

state th

120 s, ds appropriate to the design and materials df\the test specimen.

The dur,

8.6.19

SAW and BAW duplexers are required to have the property of withstanding elec

discharg

ESD often occurs when devicés are assembled to their equipment. Even after the a

process

antenna.

There a

The fol

Immersion in cleaning solvents (non-destructive)

t is applicable to superficial markings only. To establish the permangncé of 1
shall be performed in accordance with Method 1 of Test XA of IEC.60068-2-
becification shall prescribe the solvent, the temperature of the. (sglvent, the
and its dimensions, and the force to be used.

king shall be legible.

Flammability test (destructive)

e duration of application of the test flame selected from 5s, 10 s, 20 s, 30 s,

ation and extent of burning shall be stated in the detail specification.

Electrostatic discharge (ESD)-sensitivity test (destructive)

e (ESD).

ESD will also bé applied to devices through an electric path from outside, sugd

re some models for the measurement of ESD sensitivity.

owing) models explain the case in which the charged object applies ESD

harking,
45. The
rubbing

on shall
60 s, or

frostatic

5sembly
h as an

to the

termina

of"SAW and BAW devices:

a) HBM (Human Body Model)

This

test shall be performed in accordance with IEC 61340-3-1.

This model simulates the ESD from the charged body of a person who handles the devices.

b) MM
This

(Machine Model)
test shall be performed in accordance with IEC 61340-3-2.

This model simulates the ESD from the charged metallic object which contacts the devices.
c) CDM (Charged Device Model)

This

test shall be performed in accordance with IEC 60749-28.

This model simulates the case of a device being charged and discharged to the outside

obje

ct from the device's terminal.
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8.7 Endurance test procedure

Ageing (non-destructive): The SAW or BAW duplexer shall be maintained at a temperature of
(85 £ 2) °C for a continuous period of 30 days, unless otherwise specified in the detail
specification.

After the test period, the duplexer shall be kept at standard atmospheric conditions for testing
until thermal equilibrium has been reached.

The specified tests shall be carried out and the final measurements shall be within the limits
specified in the detail specification.
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1) La C

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DUPLEXEURS A ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)
ET A ONDES ACOUSTIQUES DE VOLUME (OAV)
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

bmmission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale (de. nor

compgsée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de,I'tEC). LI

objet
de I'él
des S
Guide

e favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
ectricité et de I'électronique. A cet effet, '|EC — entre autres activités — publie des Normes interj
bécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles’au public (PA
5 (ci-aprés dénommeés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confié€ a des comités d'ét

travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut \participer. Les org

intern

htionales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison ave¢ I'|EC, participent égals

travaux. L'IEC collabore étroitement avec |'Organisation Internationale _de _ Normalisation (ISO),

condit

2) Lesd
du po
intére

3) Les P
comm

ons fixées par accord entre les deux organisations.

Ecisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans
5sible, un accord international sur les sujets étudiés, étant.donné que les Comités nationau
Esés sont représentés dans chaque comité d’études.

ublications de 'lEC se présentent sous la forme de €ecommandations internationales et son
e telles par les Comités nationaux de I'l[EC. Tous les \efforts raisonnables sont entrepris afin

s'assyre de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue respo

I'éven
4) Dans
et ré
régio
5) L’IEC
fourni

uelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en\gst faite par un quelconque utilisateur final.

ionales. Toutes divergences entre toutes”Publications de I'lEC et toutes publications nati
ales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

mesu’%e possible, a appliquer de fagon transparente:les Publications de I'lEC dans leurs publications i

elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification ind4
Esent des services d'évaluation(de conformité et, dans certains secteurs, accedent aux m4g

confomité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de cq
indépgndants.

6) Tous |

7) Aucun
y com
pour {

les utilisateurs doivent.s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publica

e responsabilité ne.doit' étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou ma
pris ses experts parficuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux
but préjudice calisé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage d

naturgd que ce soit) directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justi
dépenlses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de tq
Publidation de*\IEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attenmtion'est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pu

référe

hcées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

nalisation
C a pour
domaines
ationales,
S) et des
udes, aux
hnisations
ment aux
elon des

a mesure
de I'lEC

I agréées
que I'lEC
hsable de

e but d'encourager I'uniformité internationalgy les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, danjs toute la

ationales
nales ou

pendants
rques de
rtification

tion.

hdataires,
de I'lEC,
P quelque
te) et les
ute autre

blications

9) L’attention est attirée sur Te fait que certains des éléments de Ta présente Publication de TTEC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62604-1 a été établie par le comité d'études 49 de I'lEC:
Dispositifs piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la
détection, le choix et la commande de la fréquence.

NOTE Dans la présente norme, les duplexeurs a OAS et a OAV sont traités simultanément, car ces deux
duplexeurs sont utilisés de la méme maniére, en particulier dans les téléphones mobiles; ils ont en outre les
mémes exigences de caractéristiques, de méthode d'essai, etc.
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de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
49/1143/FDIS 49/1160/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a

I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une lis
Duplexeg
sous as

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié,avant la

surance de la qualité, peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

général:
e (OAV)

date de

stabilité| indiquée sur le site web de I'IEC sous "http://webstore.iec.ch™dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

e reconduite,

e supprimée,

e remplacée par une édition révisée, ou

e amepdée.

IMPOR[TANT - Le logo "colour inside” qui setrouve sur la page de couverture de cette
publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles a
une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,

imprim|

er cette publication en utilisant\une imprimante couleur.
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DUPLEXEURS A ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE (OAS)
ET A ONDES ACOUSTIQUES DE VOLUME (OAV)
SOUS ASSURANCE DE LA QUALITE -

Partie 1: Spécification générique

1 Domaine d'application

La prés
pour le
d'agrém

ente partie de I'lEC 62604 spécifie les méthodes d'essai et les exigences¢g§
5 duplexeurs a OAS et a OAV dont la qualité est garantie par les.pro
ent de savoir-faire ou par les procédures d'homologation.

2 Réflérences normatives

Les dod
partie,

référend
derniers

IEC 600

IEC 600
www.eld

IEC 600
IEC 600
IEC 600

IEC 600
(sinusoij

IEC 600
Essais A

uments suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralit
Hans le présent document et sont indispensables podr son application. H
es datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les\références non da
édition du document de référence s’applique (y caompris les éventuels amend

27 (toutes les parties), Symboles littéraux a utiliser en électrotechnique

ctropedia.org)

68-1:2013, Essais d’environnement*~ Partie 1. Généralités et lignes directriced

68-2-1, Essais d'environnement — Partie 2-1: Essais — Essai A: Froid

68-2-2, Essais d'environnement — Partie 2-2: Essais — Essai B: Chaleur seche
68-2-6, Essais (dienvironnement — Partie 2-6: Essais — Essai Fc: Vi
dales)

68-2-7, [£Ssais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Pa
- EssaiGa et guide: Accélération constante

nérales
cédures

£ ou en
our les
ées, la
ements).

50 (all parts), Vocabulaire Electrotechnique International (disponibl¢ sous

brations

rtie 2-7:

IEC 600

68<2-13, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Par

ie 2-13:

Essais — Essai M: Basse pression atmosphérique

IEC 60068-2-14, Essais d'environnement — Partie 2-14: Essais — Essai N: Variation de
température

IEC 60068-2-17:1994, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique -

Partie 2

-17: Essais — Essai Q: Etanchéité

IEC 60068-2-27, Essais d'environnement — Partie 2-27: Essais — Essai Ea et guide: Chocs

IEC 60068-2-30, Essais d'environnement — Partie 2-30: Essais — Essai Db: Essai cyclique de

chaleur

humide (cycle de 12 h + 12 h)

IEC 60068-2-31, Essais d'environnement — Partie 2-31: Essais — Essai Ec: Choc lié a des
manutentions brutales, essai destiné en premier lieu aux matériels
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IEC 60068-2-45, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique — Partie 2-45:
Essais — Essai XA et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage

IEC 60068-2-52, Essais d'environnement — Partie 2-52: Essais — Essai Kb: Brouillard salin,
essai cyclique (solution de chlorure de sodium)

IEC 60068-2-58, Essais d'environnement — Partie 2-58: Essais — Essai Td: Méthodes d'essai
de la soudabilité, résistance de la métallisation a la dissolution et résistance a la chaleur de
brasage des composants pour montage en surface (CMS)

IEC 60068-2-64, Essais d'environnement — Partie 2-64: Essais — Essai Fh: Vibrations
aléatoires a large bande et quide

IEC 60068-2-78, Essais d'environnement — Partie 2-78: Essais — Essai Cab: Chaleur humide,
essai cqntinu

IEC 601]22-1, Résonateurs a quartz sous assurance de la qualité — Partie 1: Spédification
génériqlie

IEC 60617, Symboles graphiques pour schémas (disponible sous’hitp://std.iec.ch/iec6p617)

IEC 60642, Résonateurs et dispositifs en céramique piézoélectrique pour la commande et le
choix de la fréquence — Chapitre I: Valeurs et conditions,normalisées — Chapitre I1: Conditions
de mesyre et d'essais

IEC 60695-11-5, Essais relatifs aux risques du feu="Partie 11-5: Flammes d'essai — Méthode
d'essai au braleur-aiguille — Appareillage, dispesitif d'essai de vérification et lignes dirgctrices

IEC 607/49-28 ', Dispositifs a semicodducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et
climatiqgues — Partie 28: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) —|Modéle
de dispositif chargé par contact direct\(DC-CDM)

IEC 61000-4-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai et de
mesure |- Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

IEC 61340-3-1, Electrostatique — Partie 3-1: Méthodes pour la simulation des$ effets
électrostatiques — Formes d'onde d'essai des décharges électrostatiques pour le mqgdele du
corps hyimain (HBM)

IEC 61340-3-2, Electrostatique — Partie 3-2: Méthodes pour la simulation des effets
électrostatiques — Formes d'onde d'essai des décharges électrostatiques pour les mogéles de
maching_(MM)

IEC 62761, Lignes directrices pour la méthode de mesure des non-linéarités pour les
dispositifs a ondes acoustiques de surface (OAS) et a ondes acoustiques de volume (OAV)
pour fréquences radioélectriques (RF)

IEC 80000 (toutes les parties), Grandeurs et unités

ISO 80000 (toutes les parties), Grandeurs et unités

1 Publication a venir.
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mes, définitions, unités et symboles

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1.1

3.1.1.1

Termes généraux

onde acoustique de surface

OAS

onde acoustique se propageant le long de la surface d'un matériau élastique et dont

['amplity

[SOUR(
devenu

3.1.1.2
filtre a
filtre a
filtre ca

dae decCrolt exponentelerment suitvarnt Ia prorondaeur

E: IEC 60862-1:2003, 2.2.1.1, modifié¢e — Dans la définition, "substrat-élasti
"matériau élastique" et "profondeur dans le substrat" est devenu "profendeur".

bnde acoustique de surface
DAS
actérisé par une ou plusieurs lignes de transmission d'ondge acoustique de su

élémenfs résonants, ou lI'onde acoustique de surface est généralement engendrée

transdu
[SOURC

3.1.1.3
onde aq
OAV
onde a
I'épaiss

3.1.1.4
filtre a
filtre a
filtre ca

Cteur interdigité et se propage le long de la surface du.matériau

E: IEC 60862-1:2003, 2.2.1.2, modifiée]

oustique de volume

coustique qui se propage dans(Cuh matériau élastique puis qui travers
bur du volume

bnde acoustique de volume
DAV
actérisé par une ende acoustique de volume qui est habituellement générée

paire d'¢lectrodes et qui(se propage le long d'une direction d'épaisseur

3.1.1.5

résonafeur acoustique de volume de couche

FBAR
résonat
couches

bur, OAV sur couche fine, composé d'une couche piézoélectrique placée en

meécanid

Figure 1

Note 1 a
acoustic r

d'electrodes avec surface supérieure et inférieure sans contrainte prise en

, Ou une structure de membrane par exemple

I'article: L’abréviation « FBAR » est dérivée du terme anglais développé correspondant «
esonator ».

que" est

face ou
par un

e toute

par une

re deux
charge
€ sur la

film bulk
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Electrodes

N

\ ) C.qucr]e '
piézoélectrique

Couche de
gravure d'arrét

Substrat
Cavité

IEC

Figure 1 — Cnnfigurafinn FBAR

3.1.1.6
résonateur monté solidement
SMR
résonatgur OAV qui supporte la structure électrode/couche piézoélectrique/électroge avec
une séduence de couches fines supplémentaires qui alternent des impédances acolistiques
basses |et hautes avec une couche d'un quart de longueur d'onde,(ceS couches sefvant de
réflectelirs acoustiques et découplant le résonateur acoustiqueément du substrat, |tel que
représenté sur la Figure 2 a titre d'exemple

Note 1 a l'article: L’abréviation « SMR » est dérivée du terme anglais développé correspondant « solidly mounted
resonator|».

Electrodes \
Couche d'impédance \ +—}——Couche piézoélectrique
faible —
; = A4 couches de réflegteur
Couclhe d'impédance raws
élevée
Substrat

IEC
Figure 2 — Configuration SMR

3.1.2 Termes relatifs aux caractéristiques de réponse

3.1.21
fréquence - de'référence

fréquengce définie par la spécification et qui peut étre prise comme référence pour d'autres
fréquences

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.3]

3.1.2.2

affaiblissement d'insertion

rapport logarithmique de la puissance transmise directement a l'impédance de charge avant
I'insertion du duplexeur a la puissance transmise a lI'impédance de charge aprés l'insertion du
duplexeur

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.6, modifiée — Dans la définition, "filtre" est devenu
"duplexeur".]
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3.1.2.3
affaiblissement d'insertion nominal
affaiblissement d'insertion a une fréquence de référence spécifiée

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.7]

3.1.2.4

affaiblissement relatif

différence entre I'affaiblissement a une fréquence donnée et I'affaiblissement a la fréquence
de référence

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.8]

3.1.2.5
bande passante
bande des fréquences pour lesquelles l'affaiblissement relatif est égal ou ‘inférieuf a une
valeur spécifiée

[SOURCQE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.9]

3.1.2.6
largeur|de bande passante
intervalle des fréquences entre lesquelles I'affaiblissement/relatif est égal ou infériedyr a une
valeur sEécifiée

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.10]

3.1.2.7
ondula:Lion dans la bande passante
variatiop maximale des caractéristiques de*l'affaiblissement dans la bande passante spécifiée

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2:11]

3.1.2.8
affaiblirIsement d'insertion'minimal
valeur npinimale de I'affaiblissement d'insertion dans la bande passante

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.13]

3.1.2.9
affaiblissement d'insertion maximal
valeur mpaximale de I'affaiblissement d'insertion dans la bande passante

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.14]

3.1.2.10

bande atténuée

bande des fréquences pour lesquelles I'affaiblissement relatif est égal ou supérieur a une
valeur spécifiée

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.15]

3.1.2.11

largeur de bande atténuée

intervalle des fréquences entre lesquelles I'affaiblissement relatif est égal ou supérieur a une
valeur spécifiée
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[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.16]

3.1.2.12
rejet de bande atténuée
affaiblissement relatif minimal a une bande atténuée spécifiée

3.1.2.13

retard de groupe

temps égal a la dérivée premiére du déphasage, en radians, entre ces points par rapport a la
pulsation

[SOURCE:_IEC 60862-1:2003, 2.2.2.18]

3.1.2.14
fréquerice piégée
fréquence spécifiée pour laquelle I'affaiblissement relatif est égal ou supérieur a un¢ valeur
spécifiép

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.21]

3.1.2.1
affaiblissement piégé
affaiblissement relatif a la fréquence piégée spécifiée

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.22]

3.1.2.16
bande de transition
bande des fréquences entre la fréquence de coupure et le point le plus proche de la bande
atténuég¢ adjacente

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2,2:23]

3.1.2.17
réflectiyité
mesure [sans dimension.du degré de désadaptation entre les deux impédances Z, et Z}:

Za_Zb
Za+Zp

ou Z, e} Zy représentent, respectivement, I'impédance d'entrée et de source ou I'im;rédance
de sortie_et’de charge

Note 1 a I'article: La valeur absolue de réflectivité est appelée coefficient de réflexion.

3.1.2.18
affaiblissement d'écho
valeur du coefficient de réflexion donnée par I'expression modifiée par un signe en décibels:

Za _Zb

—20 log
Za +Zb

dB

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.25, modifiée]
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3.1.2.19
niveau d'entrée

valeur de puissance, de tension ou de courant appliquée au port d'entrée d'un duplexeur

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.29, modifiée — Dans la définition, "bornes d'entrée d'un

filtre" est devenu "port d'entrée d'un duplexeur".]

3.1.2.20
niveau de sortie
valeur de puissance, de tension ou de courant fournie au circuit de charge

[SOURCE:_IEC 60862-1:2003. 2.2.2.30]

3.1.2.21
niveau hominal

valeur de puissance, de tension ou de courant pour laquelle les mesures des caractélfistiques

sont specifiées
[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.31]

3.1.2.22
impédahce d'entrée

impédanmce présentée par le duplexeur a la source de signal lorsque la sortie est term
I'impédgnce de charge spécifiée

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.32, modifiéex>~ Dans la définition, "filtre" est
"duplexgur".]

3.1.2.2
impédahce de sortie

née par

devenu

impédamce présentée par le duplexeur a la charge lorsque l'entrée est terminée par

I'impédance de source spécifiée

[SOURCE: IEC 60862-1:2003,%2.2.2.33, modifiée — Dans la définition, "filtre" est
"duplexeur".]

3.1.2.2

impédance de charge

impédahce aux-bornes

impédance présentée au duplexeur par la source ou par la charge

[SOURCQEXAIEC 60862-1:2003, 2.2.2.34, modifiéee — Dans la définition, "filtre" est

"duplexeur™]

3.1.2.25
gamme de températures de fonctionnement

devenu

devenu

gamme de températures dans laquelle le duplexeur a OAS ou a OAV fonctionne en

conservant ses caractéristiques spécifiées avec des tolérances spécifiées

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.37, modifié¢e — Dans la définition, "filtre & OAS" est

devenu "duplexeur a OAS ou a OAV" ]
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3.1.2.26

distorsion d'intermodulation

IMD

distorsion non linéaire d'une réponse d'appareil caractérisée par lI'apparition de fréquences en
sortie égales aux différences (ou aux sommes) des multiples entiers de deux composantes ou
plus, des fréquences présentes a l'entrée

[SOURCE: IEC 60862-1:2003, 2.2.2.41, modifiée — L'abréviation "IMD" a été ajoutée. Dans la
définition, "de transducteur a OAS ou de filtre" est devenu "d'appareil".]

Note 1 a I'article: L’abréviation « IMD » est dérivée du terme anglais développé correspondant « intermodulation
distortion ».

3.1.2.27
fréquence d'image duplex

Jpim
fréquenge d'entrée non souhaitée qui est convertie dans la fréquence de réception (fz) en la

soustrayant de deux fois la fréquence de transmission (2f7)

Joim = 2ft - /R

3.1.2.28
isolation
isolation entre le port TX et le port RX

taux de [puissance de fuite du port TX au port RX dans uh duplexeur

Note 1 a [farticle: La Figure 3c donne un exemple de réponse.de 1'isolation.

3.1.2.29
bande de garde
partie non utilisée du spectre radio entre les bandes radio, a des fins d'évitemgent des
interférgnces

3.1.3 Termes relatifs aux duplexeurs a OAS et a OAV

3.1.31
duplexeur
disposit|f utilisé dans le (systéme de duplex de division de fréquence, qui permet de frecevoir
et de trgnsmettre des signaux via une antenne commune simultanément

3.1.3.2
diplexeur
disposit|f qui sépare les signaux composites en deux parties de deux domaines de fréquences

Note 1 a articler 1T peut &tre ufiliSé pour combiner des signaux dans deux domaines de irequences en signaux
composites en retour.

3.1.3.3
filtre TX
filtre utilisé dans une partie de transmetteur pour éliminer les signaux inutiles

Note 1 a I'article: Il constitue une partie élémentaire d'un duplexeur.

Note 2 a I'article: La Figure 3a donne un exemple de réponse du filtre TX.

3.1.34
filtre RX
filtre utilisé dans une partie de récepteur pour éliminer les signaux inutiles

Note 1 a I'article: |l constitue une partie élémentaire d'un duplexeur.


https://iecnorm.com/api/?name=a9cc6c14dc1e91509cf357b8fc488ea4

IEC 62604-1:2015 © IEC 2015 - 45—

Note 2 a l'article: La Figure 3b donne un exemple de réponse du filtre RX.

3.1.3.5
déphaseur
dispositif qui change la phase des signaux, pas leur fréquence

Note 1 a I'article: Il constitue une partie élémentaire d'un duplexeur.

3.1.3.6

migration de contrainte

phénoméne de défaut d'électrode induit par la contrainte qui correspond a la distorsion
proportionnelle a la puissance d'entrée dans le résonateur

3.1.3.7
claquage
phénomiéne de panne par claquage de l'isolation lors de I'application d'une puissance glevée

3.1.3.8
vide

vacance dans I'électrode IDT induite par la migration de contrainte pfevoquée par la diffusion
et/ou le[transfert d'atomes de métal qui font partie de I'électrode

3.1.3.9

monticule

projecti}n sur la surface latérale ou supérieure de I'électrode induite par la migrgtion de
contrainte provoquée par la diffusion et/ou le transfert{d'atomes de métal qui font pjartie de
I'électrode
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Figure 3a — Exemple de réponse basique du filtre TX pour les duplexeurs a OAS et a OAV
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Figure 3b — Exemple de réponse basique du filtre RX pour les duplexeurs a OAS et a OAV

Affaiblissement (dB)
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L |

-—

Fréquence
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Figure 3c — Exemple de réponse basique de l'isolation pour les duplexeurs a OAS et a OAV

Figure 3 — Réponse en fréquence des duplexeurs a OAS et a OAV
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3.2 Unités et symboles graphiques

Les unités, symboles graphiques ou littéraux et la terminologie doivent, autant que possible,

étre issus des Normes internationales suivantes:

- |EC 60027;

— [|EC 60050-561;
— IEC 60617;

— |EC 60642;

- |EC 60122-1;

— |EC 80000:

- 1S0O(80000.

4 Ordre de priorité des documents

En cas fle divergence, pour quelque raison que ce soit, les documents_deivent étre tri

I'ordre suivant de priorité:

— la spécification particuliére;
— la spécification intermédiaire;
— la spécification générique;

— toutfautre document international (par exemple de FIEC) auquel on fait référence.

Le mémle ordre de priorité doit s'appliquer aux spécifications nationales équivalentes.

5 Valpurs et caractéristiques préférentielles

5.1 Généralités

s dans

Sauf spgcification contraire dans-la;spécification particuliere, il convient de choisir les|valeurs
dans leg paragraphes 5.2 a 5.8
5.2 Bandes de fréquences nominales
Le Tablgau 1 présente Fattribution des fréquences dans les bandes UMTS types.
Tabléau 1 — Attribution des fréquences dans les bandes UMTS types
Bande Fréquence de transmission Fréquence de récept{on
(ME =) (M=)
ey ey
| 1920 a 1980 211042170
Il 185041910 193041990
n 171041785 1805 a 1880
v 1710241755 211042155
v 824 4 849 869 a 894
Vil 880 a 915 925 4 960

5.3 Plages de températures de fonctionnement, en degrés Celsius (°C)

-45 34 +125
—40 4 +85
-30 4 +85
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75
70

-10 a4 +60

0 a +60

D'autres plages de températures peuvent étre utilisées, mais il convient que la plus basse
température ne soit pas inférieure a —60 °C et que la température la plus élevée ne soit pas
supérieure a 125 °C.

5.4 Catégorie climatique

° 40/CQEIEQ oo ecaotdaorioc olimatiniine coant AoanaAnc ooy formAmant S VA AN

e A de

a Py
OO0 (1TCo catCyUTTC o oot ot o oot GoOTm o o COTTOT T ITICTIICT T o T 70 IitcX

I''EQ 60068-1:2013): pour les enveloppes en céramique.

Pou
et a
plag

OAV s'étend au-dela de —40 °C a +85 °C, une catégorie climatique cehérente
e de températures de fonctionnement doit étre spécifiée.

e 20/085/21 (les catégories climatiques sont données conformément” a I'Annex
I''EQ 60068-1:2013): pour les enveloppes en plastique.

5.5 Skvérité des secousses

(4 000 4 10) secousses a 400 m/s2 d'accélération créte dahs chaque direction le |
trois ax¢s perpendiculaires (voir 8.6.5).

Durée dlimpulsion: 6 ms.

5.6 vaérité des vibrations
t

a) Vibr
10 Hz a

ions sinusoidales
55 Hz

amplitude de déplacement de 0,75 mm

(valeur

55 Hz a

Créte) 30 min dans chacun des trois
axes perpendiculaires
500 Hz ou 55 Hz &8 2 000 Hz a 1 octave/min (voir 8.6.6)

amplitude d'accélération’ 100 m/s2

(valeur
ou
10 Hz a

créte)

55Hz

les exigences ou la plage de températures de fonctionnement des duptexeurg a OAS

avec la

D

e A de

bng des

amplitude de déplacement de 1,5 mm

(valeur créte) 30 min dans chacun des trois

55 Hz a

axes perpendiculaires
2 000 Hz a 1 octave/min (voir 8.6.6)

amplitude d'accélération 200 m/s2

(valeur créte)

b) Vibrations aléatoires

(19,2 m/s2)2/Hz entre 30 min dans chacun des trois

20Hz e

t2 000 Hz axes perpendiculaires

accélération 62 m/s? a 1 octave/min (voir 8.6.6)
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ou
(19,2 m/s2)2/Hz entre 30 min dans chacun des trois
20 Hz et 2 000 Hz axes perpendiculaires
accélération 196 m/s?2 a 1 octave/min (voir 8.6.6)
ou
(48 m/s2)2/Hz entre 30 min dans chacun des trois
20 Hz et 2 000 Hz axes perpendiculaires
accélération 314 m/s2 a 1 octave/min (voir 8.6.6)

5.7 Siévérité des chocs

1 000 n
long dsg
indicatid
58 T
10-1 Pa

10-3 Pa

6 Ma

61 M

Les dup
avec le

/s2 d'accélération créte pour une durée de 6 ms; trois chocs dans shiaque dire
s trois axes perpendiculaires (voir 8.6.7), forme d'onde demi-sinusoida
n contraire dans la spécification particuliére.

aux de fuite fine

cm3/s (106 bar cm3/s)

cm3/s (10~8 bar cm?3/s)

rquage

arquage du duplexeur

lexeurs a OAS et a OAV doivent étre clairement et durablement marqués (voin
5 éléments a) a g) dans.l'ordre donné ci-dessous et, si possible, avec

éléments, s'ils sont considérés nééessaires:

a) la dd

signation du type, telle que définie dans la spécification particuliére;

b) la frequence nominalg~en mégahertz (MHz);

c) l'ann
d) lam
e) lecd

f) le ng

ée et la semaing’ de fabrication;
prque de conformité (sauf si un certificat de conformité est utilisé);
de d'identification de l'usine;

m_du fabricant ou sa marque de fabrique;

ction le
e, sauf

8.6.17)
d'autres

ntification des bornes (le cas échéant):

g) lide

h) la désignation des connexions électriques (le cas échéant);

i) le numéro de série (le cas échéant);

j) la classification du composant monté en surface (le cas échéant).

Lorsque la surface disponible des duplexeurs a OAS et a OAV miniatures impose des limites
pratiques quant a la zone de marquage, des instructions relatives au marquage a appliquer

doivent

étre données dans la spécification particuliére.

6.2 Marquage de I'emballage

L'emballage primaire qui contient les duplexeurs a OAS et a OAV doit porter clairement les
informations énumérées en 6.1, a l'exception de I'élément g), plus, si nécessaire, une
identification qui montre qu'il s'agit d'un dispositif sensible aux décharges électrostatiques.
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7 Procédures d'assurance de la qualité

7.1 Généralités

Il existe deux méthodes pour l'assurance de la qualité des duplexeurs a OAS et a OAV:
I'agrément de savoir-faire et I'homologation.

7.2 Etape initiale de fabrication

Pour les duplexeurs a OAS et a OAV, I'étape initiale de fabrication est le nettoyage final de la
surface des substrats.

7.3 Clomposants associables

Le regroupement des duplexeurs a OAS et a OAV associables en vue de I'homelogdtion, de
l'agrément de savoir-faire et des contréles de conformité de la qualité doit étre'presdrit dans
la spécification intermédiaire applicable.

7.4 Slous-traitance

Ces procédures doivent étre conformes au systéme d'assurancede-la qualité spécifié.

Cependpnt, le nettoyage final de la surface du substrat et tous les processus ultérieurs
doivent tre réalisés par le fabricant auquel I'agrément aété accordé.

7.5 Composants incorporés
Lorsqug le composant final comporte des compesants d'un type couvert par une spédification

génériqglie de la série |IEC, ces composants ‘doivent étre produits a l'aide des profédures
normales de publication de I'lEC.

7.6  Agrément du fabricant
Pour obtenir I'agrément, le fabricant doit satisfaire aux exigences du systéme d'assurgnce de
la qualitg spécifié.

7.7 Procédures d'homologation
7.71 Généralités

Pour hgmologuéryun duplexeur a OAS ou a OAV, des procédures d'agrément de savoir-faire
ou d'homologation peuvent étre utilisées. Ces procédures sont conformes a celles indiquées
dans le systéme d'assurance de la qualité spécifié.

7.7.2 Agrément de savoir-faire

L'agrément de savoir-faire est approprié lorsque des duplexeurs a OAS et a OAV associables
basés sur des régles de conception communes sont fabriqués selon un groupe de processus
de fabrication communs.

Dans le cadre de l'agrément de savoir-faire, trois catégories de spécifications particuliéres
peuvent étre mises en ceuvre:
a) Composants pour I'agrément de savoir-faire (CQC, capability qualifying components)

Une spécification particuliére doit étre préparée pour chaque CQC. Elle doit identifier le
but du CQC et inclure tous les niveaux de contraintes et limites d'essai le concernant.

b) Articles sur catalogue normalisés
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